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(57) Abstract: The invention relates to a device for wafer inspection. Said device comprises an incident light illumination element
having an illumination axis and an imaging element having an imaging axis, both elements being inclined towards each other and

oriented towards a region of the surface of the wafer, which is to
axis and the imaging axis by means of the bright field illumination

be inspected. An imaging plane is defined by the illumination
adjustment of the device. The device is characterised in that the

illumination axis rotated out of the imaging plane about a dark field angle y> 0 is arranged in such a way that a dark field illumination

is present in the region to be inspected.

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Vorrichtung zur Wafer-Inspektion beschrieben, die eine Auflicht-Beleuchtungseinrichtung
mit einer Beleuchtungsachse und eine Abbildungseinrichtung mit einer Abbildungsachse umfasst, welche beide gegeneinander ge-
neigt und auf einen zu inspizierenden Bereich der Oberfldche eines Wafers gerichtet sind. Eine Abbildungsebene ist dadurch defi-
niert, dass sie in Hellfeldbeleuchtungs-Einstellung der Vorrichtung von der Beleuchtungsachse und der Abbildungsachse aufgespannt
wird. ErfindungsgemiB zeichnet sich die Vorrichtung dadurch aus, dass die Beleuchtungsachse aus der Abbildungsebene um einen
Dunkelfeldwinkel y > 0 herausgedreht so angeordnet ist, dass in dem zu inspizierenden Bereich eine Dunkelfeldbeleuchtung besteht.
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contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-4, 6-13, 15
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CONT]NUATION OF BOX1.2
Claim: 5

Claim 1 relates to an imaging plane, which is defined by an illumination axis and an
imaging axis in the bright field illumination area and from which the illumination axis is
rotated to achieve dark field illumination. Claim 5 defines an imaging axis in the form of
a normal to the point of incidence. Owing to the rotational symmetry in this case, bright
field illumination covers all angles of rotation of the illumination axis and dark field
illumination cannot be implemented. Claim 5 is therefore inconsistent with claim 1 and it
cannot be determined what subject matter the applicant wishes to protect (EPC

Article 84).

The applicant is advised that claims or parts of claims relating to inventions in respect of
which no international search report has been established cannot normally be the subject
of an international preliminary examination (PCT Rule 66.1(¢e)). In its capacity as
International Preliminary Examining Authority the EPO generally will not carry out a
preliminary examination for subjects that have not been searched. This also applies to
cases where the claims were amended after receipt of the international search report (PCT
Article 19) or where the applicant submits new claims in the course of the procedure
under PCT Chapter 11
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Feld I Bemerkungen zu den Ansprichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

GemaB Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Griinden fir bestimmte Anspriiche kein Recherchenbericht erstellt:

1. D Anspriiche Nr. .
weil sie sich auf Gegenstinde beziehen, zu deren Recherche die Behdrde nicht verpilichtet ist, namlich

2. Ansprtiche Nr. 5

weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen,
daB eine sinnvalle internationale Recherche nicht durchgefiihrt werden kann, namlich

SigHE WEITERE ANGAGEN Frr[ishfLse

3. D An‘s.pr[]che Nr. ‘
weil es sich dabei um abhangige Anspriiche handelt, cﬁie nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefalt sind.

Feld Il Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, daB diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt:

siehe Zusatzblatt

1. {:l Da der Anmelder alle erforderlichen zusatzlichen Recherchengebiihren rechizeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriiche.

2 D Da fur alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefiihrt werden konnte, der eine
’ zusétzliche Recherchengeblihr gerechtfertigt hétte, hat die Behérde nicht zur Zahlung einer solchen Gebiihr aufgefordert.

3. |:| Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriche, fir die Geblihren entrichtet worden sind, namiich auf die
Anspriiche Nr.

4. m Der Anmelder hat die erforderlichen zusétzlichen Recherchengebiihren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher-
chenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwéhnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspriichen er-
faBt:

1-4,6-13,15

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs - D Die zusatzlichen Geblihren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahit.

D Die Zahlung zusatzlichet Recherchengebtihren erfolgte ohne Widerspruch.
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WEITERE ANGABEN PCTASA/ 210

Die internationale Recherchenbehérde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthdlt,
namlich:

1. Anspriiche: 1-4,6-13,15

Vorrichtung zur Dunkelfeld-Waferinspektion mit gleichem
Abbildungs~- und Beleuchtungswinkel

2. Anspruch: 14

Vorrichtung zur Dunkelfeld-Waferinspektion mit
Waferunterseiten-Beleuchtungseinrichtung

3. Anspriiche: 16-20

Vorrichtung zur Dunkelfeld-Waferinspektion mit motorischem
Antrieb
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WEITERE ANGABEN ) PCT/ISA/ 210

FORTSETZUNG Vo Fe I.2

Anspriiche Nr.: b

Anspruch 1 bez1eht sich auf eine Abb]]dungsebene die durch
BeTeuchtungsachse und Abb11dungsachse in He11fe1dbe1euchtung definiert
ist, und aus der die Beleuchtungsachse’ herausgedreht ist, um eine
Dunke]fe]dbe]euchtung zu, erzielen. Anspruch 5 definiert eine
Abbildungsachse in Form einer Normalen zum Auftreffpunkt. Aufgrund der in
diesem Falle gegebenen Rotationssymmetrie besteht fir alle Drehwinkel der
Beleuchtungsachse Hellfeldbeleuchtung, eine Dunke]fe]dbe]euchtung ist
nicht realisierbar. Anspruch 5 .steht daher im Gegensatz zu Anspruch 1 und
es st nicht erkennbar, welcher: Gegenstand geschiitzt werden soll (Artikel
84 EPD).

Der Anmelder wird darauf hingewiesen,- daB Patentanspriiche, oder Teile von
Patentanspriichen, auf Erfindungen, fiir die kein internationaler
Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nicht Gegenstand e1ner
internationalen vorlaufigen Prufung sein konnen (Regel 66.1(e) PCT).
seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorlaufigen Priifung
beauftragte Behdrde wird das EPA also.in der Regel keine vorliufige
Priifung fiir Gegensténde durchfiihren,' zu denen keine Recherche vorliegt.
Dies gilt auch fiir den Fall, daB die Patentanspriiche nach Erhalt des
internationalen Recherchenberlchtes gedndert wurden (Art. 19 PCT), oder
flur den Fall, daB der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemaB Kap1te1 IT
PCT neue Patentanspruche voriegt.
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